3-003030-L0 ME100-6N/MF990-6N

log V=[c·λ-c·555]2 experimental-CIE

λ/nm logP =[c·λ-c·570]2 logD=[c·λ-c·540]2 logT =[c·λ-c·450]2 log (Sensibilidad relativa)

log [ P, V, D, V’, T ] PVD T V’ Modelo λ